= Mechanisch und thermisch stabile Maschine
mit hochster Wiederholprazision

= Steuerung Sinumerik 840D sl mit der Option
Volumetric Compensation System (VCS)

= Patentiertes interferometrisches Messsystem

LaserTracer MT
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Genauigkeitssteigerung von

Prazisionsmaschinen durch

Volumetrische
Kompensation
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Erfolgreiche Anwendung volumetrischer Kompensation

vorher

LaserTRACER MT
Laserbasiertes Messsystem fir die schnelle und
hochgenaue volumetrische Kalibrierung von 5-Achs-

Volumetrische Kompensation Maschinen.

Aufnahme des Ist-Zustandes im gesamten
Arbeitsraum der Maschine

Berechnung der 21 Abweichungsparameter
und Erstellen der VCS Korrekturdatei auf
Knopfdruck

Aufspielen der volumetrischen

Korrekturdaten auf die Steuerung Sinumerik
840D sl
Zeitaufwand Insgesamt < 1,5h

Steigerung der Geometriegenauigkeit > 75%

M ohne VCS M mit VCS

Siemens Sinumerik 840D sl

High-end Steuerung fir Werkzeugmaschinen mit der Modglichkeit zur
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volumetrischen Kompensation von Linear- und Drehachsen.
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Mittels Finite-Elemente- und Modalanalyse
optimierte Maschine mit extremer dynamischer
und statischer Steifigkeit. Hochste Prazision
durch thermosymmetrischen Aufbau des

,Box in Box“ Systems.




